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Descricao: Azulejo de final do século XVII ou principio do
século XVIII; Origem: Lisboa.

Amostras: Fragmentos e uma secgao polida em deposito no
Museu Nacional do Azulejo em Lisboa.
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LYAVNR PN Caracterizagdo Morfologica: IMAGENS MACROSCOPICAS
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Chacota amarelada com  poros
alongados e circulares de pequena
dimensao.

Azulejo com alguns poros,
falhas de vidrado a partir
das arestas e danos por
impacto.

 Espessura: - Azulejo = 14 mm
- Vidrado = 0,6 mm

coRee voltar ao indice




AVVXNRYH Caracterizagdo Morfoldgica: IMAGENS DE SEM

Equipamento: Microscopio eletronico de varrimento JEOL JSM-6400 acoplado a um espectrometro de
energia dispersiva de raios-X Oxford Instruments.

coRee voltar ao indice




Caracterizagdo Quimica: ANALISE POR SEM/EDS

Composigao quimica (% m/m)*

Area Analisada | ALO, Ca0 Cl Fe,0, K, 0 MgO Na,0 PbO Si0, SnO, TiO,

58 07 07 05 47 02 31 187 604 52
(1,00 (1) (02 (05 (08 (02 03 (21 @9 (1.2

98 385 19 46 14 20 15 04 393 0,6

1,00 (1,1 (03 (01 (00 (01 (00 (06) (1,6 0,2)

" chacota

*- Os valores apresentados na tabela correspondem as percentagens massicas dos elementos detetados na amostra,
expressas na forma de déxidos e normalizadas a 100% (ver aviso). Os valores resultam da média de trés analises
independentes efetuadas em trés pontos distintos do vidrado e da chacota, respectivamente. Entre parénteses
apresenta-se o valor do desvio padrao correspondente.

Equipamento: Microscopio eletronico de varrimento JEOL JSM-6400 acoplado a um espectrometro de
energia dispersiva de raios-X Oxford Instruments.

voltar ao indice
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AVIINCYRPR Caracterizagdo Quimica: ANALISE POR XRF

Composigao quimica (% m/m)*

Area Analisada | Al,0, CaO Cr,0, CuO Fe,0, K,0 MnO NiO PbO SiO, SnO, SrO TiO, ZnO

. 0,7 0,02 0,3 6,1 0,01 0,02 247 635 47
vidradobranco | - ot < g0 00) (03 00 ©00) (15 (14 (02 -
chacota 12,1 390 0,01 0,01 49 19 0,04 0,01 007 413 ) 0,05 0,7 0,02
A4 @3) (000) (0000 (12) (04) (00 (00 (00  (39) 00 (01) (00)

* - Os valores apresentados na tabela correspondem as percentagens massicas dos elementos detetados na amostra, expressas na forma de
Oxidos e normalizadas a 100% (ver aviso), calculados utilizando os softwares WinAxil e WinFun. Os valores resultam da média de trés analises
independentes efetuadas em trés pontos distintos do vidrado e da chacota, respectivamente. Entre parénteses apresenta-se o valor do desvio

padrdo correspondente.

Equipamento: Espectrometro por fluorescéncia de raios-X ArtTAX Pro (Intax GmbH).

voltar ao indice
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AVAXCYRPN Caracterizagdo Quimica/Mineraldgica: ANALISE POR XRD

CHACOTA
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++ - médio teor; + - baixo teor; tr - teor residual.

Equipamento: Difratdmetro de raio-X Philips X-Pert

voltar ao indice




Caracterizagao Quimica/Mineralogica:
ANALISE TERMICA POR TGA/DTA

CHACOTA

Variacdo de Massa (%)
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Equipamento: Analisador térmico Setaram TGA 92.

Entalpia (microV)

Teor de Calcite
(% m/m)

25,3

voltar ao indice




